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DISPOSITIF DE MESURE NON DISSIPATIF 
DU COURANT DANS UNE INDUCTANCE 



L'invention concerne un dispositlf de mesure non dissipatif, de 
faible cout et encombrement reduit, du courant traversant une inductance 
inseree dans un dispositif eiectrique ou electronique. 
5 Dans certaines applications electroniques il est necessaire de 

mesurer la valeur du courant dans les inductances avec une bonne precision 
et en perturbant le moins possible le dispositif dans lequel se trouve inseree 
l'inductance. Nous pouvons citer par exemple la mesure du courant dans les 
inductances des alimentations a decoupage, entre autres, les hacheurs serie 

10 a decoupage abaisseurs ou elevateurs de tension (respectivement « buck 
converter » et « boost converter » en langue anglaise). 

La methode classique qui est la plus utilisee consiste a placer un 
shunt de mesure en serie avec l'inductance ce qui permet d'obtenir I'image 
du courant dans (Inductance en mesurant la tension aux bornes du shunt. 

is Cette solution pr€sente Tavantage d'etre simple a mettre en oeuvre, en 
revanche elle comporte un inconvenient majeur. En effet la puissance 
dissipee dans le shunt contribue a degrader le rendement global du 
convertisseur ce qui n'est pas toujours acceptable, ceci est d'autant plus vrai 
que la tension de sortie du dispositif de conversion d'energie est faible. Pour 

20 eviter cette contrainte, une solution de mesure de courant non dissipative 
presentee dans la figure 1 est utilisee. 

La figure 1 montre un schema d'un dispositif de mesure 10 du 
courant I traversant une inductance 12. L'inductance 12 est representee par 
son schema equivalent comportant une partie reactive pure, soit la partie 

25 inductive L en serie avec une resistance RL. L'inductance comporte une 
borne A et une borne B. 

Le dispositif de mesure 10, a faible cout et tres peu dissipatif, est 
mis en parallele sur des bomes A et B de l'inductance 12. Le dispositif de 
mesure 10 comporte une resistance R2 en serie avec une resistance R1 en 

30 parallele avec une capacite C1 , la resistance R2 etant connectee & la borne 
A, la resistance R1 a la borne B. 
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Le but de ce montage de Tetat de Tart est d'obtenir une tension 
aux bornes de la capacite C1 proportionnelle a la tension aux bornes de la 
resistance RL de l'inductance 12 done proportionnelle au courant I dans 
rinductance 12 (ou dans l'inductance L). Les courants dans les resistances 
5 R2 et R1 sont negligeables devant le courant I dans l'inductance 12. 

Pour dimensionner les elements du dispositif, il est important de 
respecter la contrainte suivante : — = RhRZ xci equation (1 ) 

RL RX+R2 

Si la condition exprimee par I'equation (1) est veriftee, Vci est 
I'image du courant dans rinductance. La tension V C i aux bornes de C1 est 
10 donn£e par la relation suivante : 



r R\ RL ^ j equation (2) 



Le dispositif de la figure 1 permet done d'obtenir Timage d'un 
15 courant traversant une inductance a condition de connaitre la valeur de la 
resistance iritrinseque RL de rinductance. 

On peut remarquer que I'image du courant est donnee par une 
6quation du type : Vci(l)=a.l avec « a » le coefficient de proportionnalite. 

Pour certaines applications, il est necessaire que la mesure 
20 presente une tension de decalage (ou tension d'offset), e'est a dire que 
contrairement § I'equation precedente (2), lorsque le courant I est nul la 
tension Vci n'est pas nulle. L'equation qui traduit ce comportement est de la 
forme : Vci(l)=a.l+b avec : 

« a » le coefficient de proportionnalite et « b » I'ordonnee a 
25 I'origine (tension d'offset dans notre cas). 

Pour realiser ce decalage sur la mesure, il suffit de joindre un 
montage supplemental au dispositif de la figure 1 . 

La figure 2 montre un dispositif de mesure du courant I dans 
rinductance 12 avec un decalage de tension Voffset 
30 Dans le dispositif de mesure du courant de la figure 2, la tension 

image du courant dans rinductance n'est plus V C i, comme dans le dispositif 
de la figure 1, mais devient la tension Vmes. 

Le circuit de mesure de la figure 2 comporte en plus des elements 
de la figure 1, un circuit de decalage 14 ayant un generateur E de tension 
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continue Vout connecte en parallele, avec une resistance de decalage 
Roffset en serie avec deux resistances en parallele R3 et R4. Le pole positlf 
du generateur etant connecte au point commun des deux resistances R3 et 
R4 et a la borne B de Tinductance 12, le pole negatif du generateur 6tant 
connects d la resistance Roffset. Le generateur de tension E petit etre la 
capacite de sortie d'un convertisseur, ce qui est le cas pour un hacheur de 
type Buck par exemple. 

II est egalement possible de placer une capacite C1' en parallele sur 
R3 et R4 afin d'equilibrer les impedances sur les deux branches du dispositif 
de mesure. 

La tension Vmes est mesuree entre le point commun ca entre les 
deux resistances R2 et R1 et le point commun cb entre la resistance Roffset 
et les deux resistances R3 et R4 en parallele. 

On peut ecrire I'expression de Vmes relative au dispositif de la 

figure 2 : 



( R1RL \ r rr 
Vmes = \ [I + Vout- 

{m+R2 ) 



1- 



Roffset 



R3R4 
R3 + R4 



+ Roffset 



Equation (3) 



20 La tension Vout etant constante, la tension Voffset est done egalement 

constante, Tequation obtenue est done de la forme : Vmes(l) = a.l+b, avec : 



(Rh 

a = 

(*14 



RL \ 
R1+R2 J 



et b = Vout - 



1- 



Roffset 



R3R4 
R3 + R4 



+ Roffset 



25 Ce type de mesure est utilise dans les dispositifs comme les 

convertisseurs a decoupage de Telectronique de puissance pour lesquels it 
est necessaire de limiter le courant traversant les inductances. Pour cela, la 
tension de mesure Vmes est comparee, a Taide d'un comparateur a seuil, a 
une tension de seuil Vseuil correspondant a un courant maximal Imax. 

30 Cependant le dispositif de P6tat de Tart represente a la figure 2, 

presente un inconvenient majeur car la valeur de la resistance RL de 
I'inductance depend de la temperature a laquelle elle est soumise, la mesure 



WO 2005/038472 



PCT/EP2004/052447 



4 



de courant qui est obtenue presente done une erreur liee a la temperature. 

La consequence est que la mesure du courant dans Pinductance et done la 

limitation de courant Him depend de la temperature. 

La figure 3 montre une courbe de variation du courant de limitation llim 
5 en fonction de la temperature T d'un circuit de limitation de courant 

comportant un comparateur a seuil et le dispositif de mesure de la figure 2. 

La variation du courant de limitation en fonction de la temperature est de 

60% entre -40°C et 100°C. Une telle dispersion sur la valeur du courant de 

limitation entratne un surdimensionnement du circuit de puissance pour qu'il 
io puisse supporter la courant de limitation a temperature basse ce qui 

represente un inconvenient majeur. 

Afin de pallier les inconvenients des dispositifs de la mesure du 

courant de I'etat de Tart, Tinvention propose un dispositif de mesure de 

courant dans une inductance destine a etre connecte en parallele sur ladrte 
15 inductance comportant deux bomes A et B, caracterise en ce qu'il comporte : 

- un r£seau en parallele avec Tinductance connecte aux bomes A et B 
ayant une resistance R2 en serie avec une resistance R1 en parallele avec 
une capacite C1, 

- un circuit de decalage de tension ayant un generateur E de tension 
20 continue connects en parallele avec une resistance de decalage (Roffset) en 

serie avec deux resistances en parallele R3 et R4, le pole positif du 
generateur etant connecte au point commun des deux resistances R3 et R4 
et au point commun de la resistance R1 et la capacite C1 du reseau destine 
a etre connecte a une des deux bomes de {'inductance, le pole negatif du 
25 generateur E etant connecte a la resistance de decalage ; 

- un circuit de compensation en temperature comportant une source 
de courant controiee en fonction de la temperature, une des deux bornes de 
la source de courant etant connectee au pole negatif du generateur E, I'autre 
borne de la source de courant etant connectee a des points differents du 

30 dispositif de mesure seion le sens de la variation du courant de la source en 
fonction de la temperature ; 

et en ce que la mesure de tension Vmes, image du courant dans 
Tinductance, est effectuee entre le point commun des resistances R1 , R2 du 
reseau et le point commun de la resistance de decalage et des deux 

35 resistances R3 et R4. 
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I! faut verifier en outre la condition exprimee par I'equation 

suivante : 

L RlxR2 m 

— = CI j 

RL R1 + R2 

en considerant I'inductance comme representee par un schema 
5 equivalent comportant une partie inductive L et une partie resistive RL en 
serie, pour que la tension Vci aux bonnes de la capacite C1 sort 
independante de la tension V L aux bomes de I'inductance. 

Dans une realisation du dispositif de mesure de courant selon 
I'invention, la variation de courant de la source de courant en fonction de la 
10 temperature s'effectuant dans un premier sens, I'autre borne de la source de 
courant est connectee au point de connexion entre les resistances R1 et R2 
du reseau. 

Dans une autre realisation du dit dispositif, la variation de courant de 
la source de courant en fonction de la temperature s'effectuant dans un 
is second sens, I'autre borne de la source de courant est connectee au point de 
connexion entre les resistances R3, R4 et la resistance de decalage (Roffset) 
du circuit de compensation. 

Les figures 4b, 4c et 4d montrent dHTerentes representations de la 
source de courant du circuit de compensation en temperature. 
20 La source de courant controlee en fonction de la temperature 6 peut 

etre representee par : 

- un modele ideal de source de courant lparf(0), represente a la figure 

4b; 

- un modele Equivalent de Norton Inor(G), represente a la figure 4c, 
25 comprenant une source de courant parfaite variant en fonction de la 

temperature en paraliele avec une resistance Rnor ; 

- un module Equivalent de Thevenin, represente a la figure 4d, 
comprenant une source de tension Eth(9) variant en fonction de la 
temperature en serie avec une resistance Rth. 

30 Selon le sens de variation du courant de la source de courant pour la 

compensation en temperature, le circuit de compensation en temperature 
sera relie par une de ces deux bornes, soit au point commun entre les deux 
resistances R1 et R2 du reseau, soit au point de connexion entre les 
resistances R3, R4 et la resistance de decalage (Roffset) du circuit de 

35 compensation et par I'autre borne au pole negatif du genErateur E. Dans ce 
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dernier cas le circuit de compensation en temperature est en paralleie avec 
la resistance de decalage (Roffset) 

Ce dispositif permet, par injection de courant controle en fonction de la 
temperature, d'obtenir une tension (Vmes) image du courant dans 
5 I'inductance quelle que soit la temperature de celle-ci. 

La source de courant du circuit de compensation en temperature peut 
etre realis6e de drfferentes fagons, par exemple a partir des tensions aux 
bomes de reseaux de composants electriques ou electroniques parmi 
lesquels nous pouvons citer : 
10 - les resistances variables en fonction de la temperature (resistances 

platines, resistance silicium par exemple resistance de denomination 
commerciale KTY du fabricant « INFINEON »...); 

- les diodes dortt la tension de seuil varie avec la temperature (- 
2mV/°C) ; 

15 - ou tout autre circuit electronique foumissant une tension ou un courant 

dependant de la temperature (capteur de temperature integre comme le 

AD590 du fabriquant « Analog Device »...)■ 

Une capacite CV peut etre ajoutee en paralleie sur R3 et R4 afin 

d'ameliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa precision. 
20 L'invention sera mieux comprise a I'aide d'un exemple de realisation 

non limitatrF d'un dispositif de mesure selon l'invention en reference aux 

figures dans lesquelles : 

- la figure 1, deja decrite, represente d'un dispositif de mesure de l'6tat 
de Tart du courant traversant une inductance ; 

25 - la figure 2, deja decrite, repr6sente un dispositif de mesure du 

courant dans I'inductance de la figure 1 , avec un decalage de tension ; 

- la figure 3, deja decrite, represente une courbe de variation du 
courant de limitation en fonction de la temperature d'un circuit de limitation 
de courant utilisant le dispositif de mesure de la figure 2 ; 

30 - la figure 4a, represente un dispositif de mesure de courant dans une 

inductance dans un cas general de l'invention avec un decalage de tension ; 

- les figures 4b, 4c et 4d deja decrites montrent differentes 
representations de la source de courant du circuit de compensation en 
temperature 
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- la figure 5 montre une realisation a titre d'exemple du dispositif de 
mesure de courant dans une inductance, selon I'invention 

- la figure 6 montre a titre de comparaison les variations du courant de 
limitation en fonction de la temperature avec le dispositif selon I'invention 

5 (trace continu) et sans le dispositif (trace discontinu). 

Le schema de la figure 4a montre un dispositif de mesure de courant 
dans une inductance dans un cas general de I'invention avec un decalage de 
tension. 

La figure 4a montre : 
10 - I'inductance 12 representee par son schema Equivalent comportant 

une partie reactive pure L, en serie avec une resistance RL. 

- un dispositif de mesure de courant dans I'inductance 12, selon 
I'invention connecte en parallele sur I'inductance comportant les deux bornes 
AetB, 

15 Le dispositif de la figure 4a comporte : 

- le reseau 10 tel que represents a la figure 2 (ou le dispositif de 
mesure de I'etat de I'art de la figurel) en parallele avec I'inductance 12 
connects aux bomes A et B ayant la resistance R2 en serie avec la 
resistance R1 en parallele avec la capacite C1 , 

20 - un circuit de decalage de tension 16 ayant le generateur E de 

tension continue Vout connecte en parallele avec la resistance de decalage 
Roffset en serie avec les deux resistances en parallele R3 et R4 et au point 
commun de la resistance R1 et la capacite C1 relies a la borne B de 
I'inductance 12. Le pole n6gatif du generateur est connecte a la resistance 

25 de decalage Roffset ; 

- un circuit de compensation en temperature 20 comportant une 
source de courant variant en fonction de la temperature pouvant etre 
representee par une source de courant parfaite variant en fonction de la 
temperature lparf(e) (figure 4b) f ou par un modele equivalent de Norton 

30 Inor(G) en parallele avec une resistance Rnor (figure 4c), ou un modele 
equivalent de Thevenin (figure 4d) comprenant une source de tension variant 
en fonction de la temperature Eth(0) en serie avec une resistance Rth. 

Selon le sens de la variation du courant de la source de compensation 
en temperature (generateur de courant), le circuit de compensation en 

35 temperature sera connecte, soit, pour un premier sens de variation du 
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courant, par une de ces deux bornes, au point commun entre les deux 
resistances R1 et R2 du reseaulO par la connexion S1 representee en trait 
discontinu sur la figure 4a, sort, pour le second sens de variation de courant, 
connectee au point commun de la resistance de decalage et des deux 
5 resistances R3 et R4 par la connexion S2 representee en trait discontinu 
(soit dans ce second cas en parallele avec la resistance d'offeet Roffset ). 

La capacite C1' peut etre ajoutee en parallele sur les resistances R3 
et R4 afin d'ameliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa 
precision. 

10 La mesure de tension Vmes image du courant I dans I'inductance 12 

est effectue entre le point commun entre les resistances R1 , R2 du reseau et 
le point commun entre la resistance de decalage Roffset et les deux 
resistances R3 et R4. 

La figure 5 montre une premiere realisation du dispositif de mesure de 
is courant dans une inductance, selon I'invention. 
Le dispositif comporte : 

- Ie reseau 10 tel que represents a la figure 2 en parallele avec 
I'inductance 12 connecte aux bornes A et B ayant la resistance R2 en s6rie 
avec la resistance R1 en parallele avec la capacite C1, 

20 - une circuit de decalage de tension 22 comportant le generateur E 

connecte en parallele avec une resistance de decalage R15 (ou resistance 
d'offset) en s€rie avec deux resistances R3 et R4 en parallele. Le pole positif 
du generateur E est connecte au point commun des deux resistances R3 et 
R4 du cote de ces resistances et au point commun de la resistance R1 et la 

25 capacite C1 relies a la borne B de i'inductance 12, le pole negatif du 
generateur E etant reli6 a la resistance de decalage R15. 

- un circuit de compensation en temperature 24 comportant une 
resistance R14 reliee par une de ces deux bornes au point commun entre les 
deux resistances R1 et R2 du reseau et par I'autre borne a une sortie ps 

30 d'un pont diviseur comportant une resistance R13 en serie avec une 
thermistance RKTY (ref : KTY 13-6 de INFINEON), le pont diviseur etant 
connecte, du cote de la thermistance RKTY au pole positif du generateur E 
et du cote de la resistance R13 au pole negatif du generateur E. 
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La source de tension Eth de compensation en temperature (figure 4d) 
est obtenue dans le cas de la realisation de la figure 5, par la tension du 
point commun entre les resistances RKTY et R13. 

Une capacite CV est connectee en parallele sur R3 et R4 afin 
5 d'ameliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa precision. 

La mesure de tension Vmes image du courant I dans Tinductance 12 
est effectuee entre le point commun des resistances R15, R3, R4 et le point 
commun des resistances R14, R1 , R2. 

Nous allons par la suite exprimer les relations existant entre les 
io differents elements du dispositif selon Tinvention repr6sente a la figure 5. 

La resistance RL repr6sente la resistance intrinseque de Tinductance 
12. La resistance RL varie en temperature et sans circuit de compensation il 
se produit une erreur de mesure du courant dans Tinductance. 

Nous allons considered a titre d'exemple, le cas d'utilisation du 
15 dispositif de mesure selon invention de la figure 5 dans un convertisseur de 
tension a decoupage fonctionnant avec une frequence de decoupage F, 
ayant un circuit de limitation de courant (non represente sur les figures). Le 
circuit de limitation comporte essentiellement un comparateur a seuil 
recevant d'une part la tension Vmes image du courant dans Tinductance 12 
20 et d'autre part une tension de seuil Vcomp reprgsentant un courant maximum 
d ne pas depasser. Dans I'exemple de realisation de la figure 5, les valeurs 
des composants sont : 

RL0 = 8mn pour une temperature ambiante T0=25°C 

La resistance de ('inductance RL(T) en fonction de la temperature est 
25 donnee par 

RL(T) =RL0.[1+0,0038(T-T0)] 

Le schema de la figure 5 permet une compensation thermique de la 
mesure du courant pour obtenir une limitation de courant maximum 
independante de la temperature. A cet effet on utilise une thermistance 
30 RKTY a base de silicium dont la resistance varie de fagon sensiblement 
lineaire en fonction de la temperature. 

RKTY0 =200012 , 

RKTY0 pour une temperature ambiante de T0=25°C 
RKTY(T)=RKTY0.[1 +7,88. 1 O^.fT-TOJ+l 9,37. 1 0" 6 . (T-TO) 2 ] 
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Le systeme sera dimensionne entre les deux temperatures extremes Th et 
Tb. II s'agit de la temperature de inductance a pleine puissance, 
comprenant done la temperature ambiante externe ajoutee a I'elevation de 
temperature interne du bottier dans lequel peut se trouver I'inductance ainsi 
5 que celle de I'inductance. 

La mesure de courant Vmes est appliquee a une entree du circuit 
comparateur de courant (non represents sur les figures). Le seuil maximum 
Vcomp du courant Vmes correspondant a un courant Imax de limitation est 
appliquee a Tautre entree du comparateur. Par exemple dans cette 
10 realisation : 

Vcomp=75mV 

La tension Voffset a appliquer en entree du comparateur, Iorsque le 
courant est nul, est : 

Voffset =3mV 

15 Le courant maximum Imax de sortie du convertisseur (courant moyen dans 
I'inductance) est : 

Imax =8A, pour un courant nominal 

Comme cela a ete dit precedemment, pour obtenir une mesure 
correcte de courant dans I'inductance, la relation suivante doit etre 
20 respectee : 

^ 2 RL 

R1P2 6tant la resistance equivalente d R1 et R2 en paralleles. 

Comme RL varie en temperature, en pratique, on peut choisir la valeur 
mediane Rimed. 

25 R13 sera choisie a priori pour obtenir une tension de pont (RKTY, 

R13) qui evolue significativement en temperature tout en limitant le courant 
dans RKTY pour eviter les auto echauffements. 

II est done possible d'exprimer la relation reliant Vmes et le 
courant I dans I'inductance de la fagon suivante : 



30 



R2 RU „ , _ m ( R 1P2 RKTY R, P2 



Vmes ^— —RLI+Vout- 



{Rl + R2) (R lP2 +RU) {R iP2 +Rl5 RKTY + R13 R iP2 +R14^ 
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avec RL(T) resistance de I'inductance en fonction de la 
temperature 

avec RKTY(T) resistance variable en fonction de la temperature 
Le calcul du courant de limitation Him regie par la tension de seuil 
5 sur le comparateur est donne par Texpression : 



Vcomp + Vout- 
I]imComp(T) = 



R 1P2 RKTY{T) R s 



in 



R JP2 +RU RKTY(T) + R\3 R lP2 +R15 



* 2 RU RUT) 



R2+R1 R14 + R 1P2 



Les courbes de la figure 6 montrent les variations du courant de 
10 limitation Him en fonction de la temperature T en degres, la courbe L1 
montrant cette variation dans le cas d'un systeme non equipe du dispositif de 
Tinvention, la courbe L2 dans le cas d'un systeme 6quipe du dispositif de 
mesure selon invention. Ces courbes permettent de constater Pefficacite du 
dispositif de mesure selon Invention, la variation de courant de limitation 
15 avec le dispositif compense en temperature selon ('invention etant quasiment 
nulle. 
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REVENDI CATIONS 



1. Dispositif de mesure de courant dans une inductance (12) destine 
a etre connecte en parallele sur ladite inductance comportant deux bornes A 
et B, caracterise en ce qu'il comporte : 

- un reseau en parallele (10) avec I'inductance connecte aux bomes A 
B ayant une resistance R2 en s6rie avec une resistance R1 en parallele avec 
une capacite C1 , 

- un circuit de decalage de tension (14, 16, 22) ayant un generateur E 
de tension continue connecte en parallele avec une resistance de decalage 
(Roffset, R15) en s6rie avec deux resistances en parallele R3 et R4, le pole 
positif du gen6rateur etant connecte au point commun des deux resistances 
R3 et R4 et au point commun de la resistance R1 et la capacite C1 du 
r6seau destine a etre connecte a une des deux bornes de I'inductance, le 
pole negatif du generateur E etant connecte £ la resistance de decalage ; 

- un circuit de compensation en temperature (20, 24) comportant une 
source de courant contrdlee en fonction de la temperature, une des deux 
bomes de la source de courant etant connectee au pole negatif du 
generateur E, I'autre borne de la source de courant etant connectee a des 
points differents du dispositif de mesure selon le sens de la variation du 
courant de ia source en fonction de la temperature ; 

et en ce que la mesure de tension Vmes, image du courant dans 
Tinductance, est effectuee entre le point commun des resistances R1, R2 du 
reseau et le point commun de la resistance de decalage et des deux 
resistances R3 et R4. 



2. Dispositif de mesure de courant selon la revendication 1, 
caracterise en ce que I'inductance etant equivalente a une partie inductive 
pure L en serie avec une partie resistive RL le reseau en parallele avec 
Tinductance v6rifiant la condition exprimee par la relation : 

— = RlxR2 xci pour que la tension V C i aux bomes de la 

RL R1 + R2 

capacite C1 soit independante de la tension V L aux bomes de Tinductance. 
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3. Dispositif de mesure de courant selon Tune des revendications 1 ou 
2, caracterise en ce que, la variation de courant de la source de courant en 
fonction de la temperature s'effectuant dans un premier sens, I'autre borne 
de la source de courant est connectee au point de connexion entre les 
resistances R1 et R2 du reseau. 

4. Dispositif de mesure de courant selon Tune des revendications 1 ou 

2, caracterise en ce que, la variation de courant de la source de courant en 
fonction de la temperature s'effectuant dans un second sens, i'autre borne de 
la source de courant est connectee au point de connexion entre les 
resistances R3, R4 et la resistance de decalage (Roffset) du circuit de 
compensation. 

5. Dispositif de mesure de courant selon Tune des revendications 1 a 4, 
caracterise en ce que la source de courant du circuit de compensation en 
temperature (20, 24) peut etre realisee de differentes fagons, par exemple a 
partir des tensions aux bomes de reseaux de composants electriques ou 
electroniques parmi lesquels nous pouvons citer : 

- les resistances variables en fonction de la temperature (resistances 
platines, resistance silicium, par exemple resistance de denomination 
commerciale KTYdu fabriquant « INFINEON »...); 

- les diodes dont la tension de seuil varie avec la temperature (- 
2mV/°C) ; 

- ou tout autre circuit electronique fournissant une tension ou un courant 
dependant de la temperature (capteur de temperature integre comme le 
AD590 du fabriquant « Analog Device »...). 

6. Dispositif de mesure de courant selon Tune des revendications 1 a 

3, caracterise en ce qu'il comporte : 

- le reseau (10) en parailele avec ('inductance (12) connecte aux 
bomes A et B ayant la resistance R2 en serie avec la resistance R1 en 
parailele avec la capacite C1 , 

- un circuit de decalage de tension (22) comportant le generateur E 
connecte en parailele avec une resistance de decalage R15 (ou resistance 
d'offset) en serie avec deux resistances R3 et R4 en parailele, le pole positif 
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du generateur E etant connecte au point commun des deux resistances R3 
et R4 du cote de ces resistances et au point commun de la resistance R1 et 
la capacite C1 relies a la borne B de I'inductance 12, le pole negatif du 
generateur E etant relie a la resistance de decalage R15. 

- un circuit de compensation en temperature (24) comportant une 
resistance R14 reliee par une de ces deux bornes au point commun entre les 
deux resistances R1 et R2 du reseau et par I'autre borne a une sortie ps 
d'un pont diviseur comportant une resistance R13 en serie avec une 
thermistance RKTY, le pont diviseur 6tant connecte, du cote de la 
thermistance RKTY au pole positif du generateur E et du cote de la 
resistance R13 au pole negatif du generateur E. 

7. Dispositif de mesure de courant selon la revendication 6, 
caracterise en ce que la thermistance RKTY est a base de silicium dont la 
resistance varie de fa?on sensiblement lineaire en fonction de la 
temperature. 

8. Dispositif de mesure de courant selon Tune des revendications 1 a 
7, caracterise en ce qu'il comporte une capacite CV en parallele sur les 
resistances R3 et R4. 
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